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ABSTRACT 

In this paper, the design of a Microstrip Test Fixture for TRL 
calibration is described. Experimental results for S-parameters measurement 
of a GaAs FET chip in the 3-22 GHz frequency range are presented. 
Repeatability of connections and measurements is discussed and experimental 
results are also presented . 

INTRODUCCION 

En el diseño de amplificadores híbridos en las bandas de microondas 
y ondas milimétricas, es a menudo necesaria la medida precisa y repetible de 
los parámetros S de transistores chip GaAs FET y HEMT. El método de 
calibración TRL (THRU-REFLECT-LINE [1]), ofrece dos importantes ventajas al 
trabajar en microstrip . La primera consiste en que los estandars de 
calibración son más sencillos de obtener y resultan menos críticos [2] que 
los empleados en otros métodos de calibración como el OSL (Open-Short­
Load).En este trabajo se describe el diseño de un conjunto de circuitos de 
calibración y medida (Test Fixture) en microstrip para calibración TRL, y se 
presentan resultados de medidas de parámetros S de un transistor chip 
comercial hasta 22 GHz utilizando esta técnica. También se discute y mide la 
repetibilidad de conexiones y medidas. 

DISEÑO DE UN TEST FIXTURE MICROSTRIP PARA CALIBRACION TRL 

Los factores claves en el diseño de este tipo de sistemas son la 
repetibilidad de las transiciones coaxial-microstrip en el Test Fixture, la 
similitud de las dos cargas de alto coeficiente de reflexión (REFLECTS) 
utilizados en el conjunto de estandars, y la precisión en la longitud de las 
líneas de transmisión requeridas para la implementación de los estandars y 
del carrier del dispositivo a medir. 

Existen varias referencias en la literatura sobre Test Fixture 
microstrip en bandas de hasta 46 GHz [3], [4], [5]. El método seleccionado 
para asegurar una buena repetibilidad minimizando los efectos parásitos, ha 
sido la implementación de un Test Fixture compuesto por tres piezas separadas 
[3]: la pared lateral soporte del conector de entrada, el soporte central 
(dond~ ! se sitúan los estandars de calibración y los carriers de los 
disposÍtivos a medir), y la pared lateral soporte del conector de salida. La 
estructura debe montarse en cada paso de calibración o medida. La figura 1 
muestra las distintas piezas que componen el Test Fixture diseñado. 

El contacto eléctrico (ver la figura 2) se efectúa por presión 
vertical. Todos los estandars y el carrier del chip tienen una repisa 
especialmente diseñada, mediante la que se asegura la continuidad del plano 
de masa (para ambos conectores) por contacto con su correspondiente repisa 
mecanizada en las paredes laterales soporte de los conectores. Con ello se 
consigue a su vez una minimización de los caminos de masa. El contacto del 
pin del conector con la linea de transmisión microstrip se efectúa 
simultáneamente al contacto de masa. 

Todas las piezas han sido fabricadas en latón, al que se ha 
aplicado un baño de oro. Los conectores utilizados son del tipo SMA, 
utilizables hasta 22 GHz. El substrato escogido es Cu-Clad 217 (Er= 2.17, h= 
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